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試験所改名に関するご紹介 

 

1 はじめに 
 
既にご案内の通り、弊社は本年 1 月 1 日に株式会社日立ハイテクノロジーズグループの一員と

なり、社名を株式会社日立ハイテクサイエンスに変更して再スタートしました。試験所も株式会

社日立ハイテクサイエンス物理試験所となります。名称変更に伴い、試験所名が付いた文書（試

験報告書、試験依頼票、SFT 標準物質の試験値のトレーサビリティ体系図説明書など）書式も変

わりました。弊社試験所は、今後とも常に厳正で公正な試験業務をスピーディに行ない、お客様

のご要望にお応えして参る所存です。試験所の変わらぬご愛顧を宜しくお願いします。 
物理試験所長 菊池修一 

 
2 試験所文書の新書式 
 
2.1 試験報告書の新書式 
 
 新たな試験報告書の書式を以下にご紹介します。新書式は従来と殆ど変わりませんが、右上隅

にある会社ロゴ、試験所名称、発行番号の位置が変更されました。 

JAB 認定シンボル付き試験報告書 一般試験報告書の一例 

TL N0.9 20１3.3 
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2.2 試験依頼票の新書式 
 
 新たな試験依頼票の書式（一部）を以下にご紹介します。新書式は従来と殆ど変わりませんが、

右上隅にある会社ロゴ、標準物質送り先の社名が変更されました。また、株式会社エポリードサ

ービスへの連絡 E メールアドレスも変更されましたのでご注意下さい。 
 

 
 
3 試験所認定証 
 
試験所名称の変更に伴い、新たな試験所認定証が発行されました。公益財団法人日本適合性認

定協会（略称 JAB）が弊社の変更届を本年 1 月 31 日に受理し、2 月 14 日に第 160 回試験所認定

委員会が開催され、変更届が承認されました。認定委員会の結果は JAB ウェブサイトで公開され

ています。 
 

4 外観検査基準の変更 
 
弊社は依頼試験手順を関連する試験所規定で定めておりますが、この度、関連規定一部を見直

し、外観検査基準を変更しました。変更の目的は、外観不良により外部依頼試験ができない事例

を減らすためです。従来検査基準では、打痕・傷・ピンホールが全く無い領域を試料面中心から

直径 1mm の円内としていましたが、今後は直径 0.5mm の円内に変更します。 
 

サポートベース

φ1.0mm範囲内
打痕、傷、ピンホールない

φ1.0mm～φ3.0mm
打痕、傷、ピンホール　1個まで

φ3.0mm～φ4.0mm
打痕、傷、ピンホール　4個まで
※ただし90°範囲内に2個以上
打痕、傷、ピンホールがない

φ1.0mm

φ3.0mm

φ4.0mm

 サポートベース

φ0.5mm範囲内
打痕、傷、ピンホールない

φ0.5mm～φ3.0mm
打痕、傷、ピンホール　1個まで

φ3.0mm～φ4.0mm
打痕、傷、ピンホール　4個まで
※ただし90°範囲内に2個以上
打痕、傷、ピンホールがない

φ0.5mm

φ3.0mm

φ4.0mm

【従来基準】 【新基準】 

 
以上 


